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Summary of DE 197 52 085 Al 

DE 197 52 085 discloses a carrier for microscopic imaging of 
a plurality of samples. The carrier (10) is provided with a 
plate-like substrate (12) having two faces (14) and a plural- 
ity of the separate sample receptacles (18) provided on one 
of the side faces (14). The substrate (12) is formed with a 
shape of a conventional compact disc with a central bore 
15 (16). 
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DE 197 52 085 represents technological background with regard 
to substrates for a plurality of samples. A stack of sub- 
strate plates with an anchoring axes, wherein at least one 
20 substrate plate can pivot out of the stack about the anchor- 
ing axes is not disclosed in DE 197 52 085. 
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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

© Probentrager fiir insbesondere mikroskopische Untersuchungen einer Vielzahl von Proben 

© Der Probentrager (10) dient vorzugsweise der mikro- 
skopischen Untersuchung einer Vielzahl von Proben, ins- 
besondere bei der Fluoreszenz-Spektroskopie. Der Pro- 
bentrager (10) ist versehen mit einem scheibenformigen 
Substrat (12) mit zwei Seitenflachen (14) und einer Viel- 
zahl von separate Probeaufnahmeraume bildenden Ver- 
tiefungen (18), die in eine der Seitenflachen (14) des Sub- 
strats (12) eingebracht sind und die jeweils eine Boden- 
wand sowie Seitenwande aufweisen und zu der betreffen- 
den Seitenflache (14) des Substrats (12) hin offen sind. 
Dabei ist die Anordnung der Vertiefungen (18) gleichma- 
ISig. Ferner weist das Substrat (12) ein Polymer -Material 
auf, wobei das Substrat (12) durch SpritzguBtechnik und/ 
oder HeilSpragen hergestellt ist. 
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Die Erfindung betriffl einen Probentrager fur insbeson- 
dere mikroskopische Unlersuchungen einer Viclzahl von 
Proben, vorzugsweise fur die Fluoreszenz-Spektroskopie. 

Probentrager fur quasi-parallele Analysen kleinster Pro- 
benmengen sind im Stand der Technik grundsatzlich be- 
kannt. Solche Probentrager sind beispielsweise in WO 
95/01 559 A2 und DE 39 15 920 A 1 beschrieben. Diese be- 
kannten Probentrager weisen ein Substrat auf, in das auf 
nichl spanende Weise, insbesondere durch Atzen, eine Vicl- 
zahl von zu einer der Seitenflachen des Substrats hin offene 
Vertiefungen eingebracht sind. Die Bodenwande der Vertie- 
fungen konnen gelocht sein oder, allgemeiner ausgedriickt, 
teil weise poros sein. 

Ein weiterer Probentrager mit einer Vielzahl von separate 
Probenaufnahmeraume bildende Vertiefungen ist aus 
DE41 32 397 Al bekannt. Dieser Probentrager weist ein 
plattenformiges Substrat auf, das eine Vielzahl von durch 
Stege voneinander getrennte Vertiefungen enthalt. 

Dieses Substrat ist auf eine Bodenplatte aufgesetzt, die 
losbar mit der Steg- bzw. Gitterstruktur des Substrats ver- 
bunden ist. Die Bodenplatte ist poros, so daB die durch die 
Bodenplatte und das Substrat gebitdeten Vertiefungen 
durchlassige Bodenwande aufweisen. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Proben- 
trager fur insbesondere mikroskopische Unlersuchungen ei- 
ner Vielzahl von Proben (quasi-parallele Analyse kleinster 
Probenmengen) zu schaffen, der einfach herstellbar ist und 
mit. dem sich die Vielzahl von Probenmengen auf einfache 
Weise analysieren lassen. 

Zur Losung dieser Aufgabe wird mit der Erfindung ein 
Probentrager fur insbesondere mikroskopische Unlersu- 
chungen einer Vielzahl von Proben vorgeschlagen, der vor- 
zugsweise fur die Fluoreszenz-Spektroskopie einsetzbar ist 
und versehen ist mit 

- einem scheibenformigen Substrat mit zwei Seiten- 
flachen und 

- cincr Viclzahl von separate Probcaufnahmcraumc 
bildenden Vertiefungen, die in eine der Seitenflachen 
des Substrats eingebracht sind und die jeweils eine Bo- 
denwand sowie Seitenwande aufweisen und zu der be- 
treffenden Seitenflache des Substrats hin offen sind, 

- wobei die Anordnung der Vertiefungen gleichmaSig 
ist und 

- wobei das Substrat ein Polymer-Material aufweist. 

Der erfindungsgemafie Probentrager weist ein scheiben- 
formiges Substrat aus einem Polymer-Material auf. Das 
scheibenformige Substrat ist mil zwei (Haupt-)Seilenfla- 
chen versehen, bei denen es sich umKreisflachen handelt. In 
eine dieser Seitenflachen sind eine Vielzahl von Vertiefun- 
gen angeordnet, wobei jede Vertiefung eine Bodenwand so- 
wie Seitenwande aufweist und zur betreffenden Seitenflache 
des Substrats hin offen ist. Die Anordnung der Vertiefungen 
ist gleichmafiig, wobei insbesondere vorgesehen ist, daB die 
Vertiefungen zu einzelnen Gruppen zusammengefaBt sind 
und die Vertiefungen jeder Gruppe gleichmafiig in insbeson- 
dere zu einander orthogonalen Spalten und Reihen angeord- 
net sind. 

Der erfindungsgemaBe Probentrager weist insbesondere 
ein Substrat aus Polycarbonat auf, das durch SpritzguBtech- 
nik oder durch HeiBpragen oder einer Kombination von bei- 
dem hergestellt ist. 

In vorteilhafter Weiterbildung der Erfindung ist vorgese- 
hen, daB samtliche Vertiefungen (punkt-)symmetrisch zum 
Mittelpunkt oder einer Durchmesserlinie der betreffenden 



Seitenflache des Substrats angeordnet sind. Durch diese 
punktsymmetrische Anordnung der Vertiefungen bleibt die 
relative Lage der Vertiefungen untereinander gleich. wenn 
das aus Polymer-Material geferligle Substrat abkiihll. Der 
5 mit der Abkiihlung iiblicherweise einhergehende Schrumpf- 
vorgang des Kunstsloff-Substrats wirkt sich also auf die re- 
lative Lage der Vertiefungen nicht nachteilig aus. 

Vorzugsweise sind die Vertiefungen in Gruppen zusam- 
mengefaBt angeordnet, wobei die Anordnung der Verliefun- 
10 gen innerhalb jeder Gruppe und die Anordnung samllicher 
Gruppen untereinander jeweils gleichmaBig ist.. Insbeson- 
dere sind die Vertiefungen jeder Gruppe in zueinander or- 
thogonalen Reihen und Spalten angeordnet. Hier bieten sich 
die von Mikrotitrationsplatten her bekannten Anzahlen von 
15 Vertiefungen pro Gruppe an. So konnen beispielsweise pro 
Gruppe sechsundneunzig bzw. einhundert Vertiefungen vor- 
gesehen sein, die in acht Reihen und zwolf Spalten bzw. 
zehn Reihen und zehn Spalten regelmaBig angeordnet sind. 
Derartige eine rechteckformige AuBenkontur aufweisende 
20 Gruppen von Vertiefungen lassen sich insbesondere derart 
auf dem scheibenformigen Substrat anordnen, daB sie sym- 
metrisch zur Radialerstreckung angeordnet sind, d. h. daB 
ihre Reihen (oder, alternativ, ihre Spalten) parallel zu einer 
Radiallinie verlaufen, wahrend ihre Spalten (oder, alternativ, 
25 ihre Reihen) quer dazu verlaufen. 

Alternativ zur obigen Ausgest.alt.ung und Form der Grup- 
pen von Vertiefungen lassen sich diese auch nebeneinander- 
liegend entlang einzelner sich radial erstreckender Reihen 
anordnen. 

30 Eine weitere Alternative der Anordnung der Vertiefungen 
pro Gruppe besteht darin, daB jede Gruppe einen sektorfor- 
migen Abschnitt des scheibenformigen Substrats iiberdeckt, 
wobei die Vertiefungen jeder Gruppe entlang sich radial er- 
streckender Radialiinien und entlang sich in Umfangsrich- 
35 tung erstreckender Umfangslinien angeordnet sind. 

Die Anordnung der einzelnen Gruppen von Vertiefungen 
erfolgt vorzugsweise innerhalb mehrerer zueinander kon- 
zentxischerRingbereiche der Seitenflache des Substrats, wo- 
bei die Ringbereiche unterschiedlich grofie Durchmesser 
40 aufweisen. Hicrbci ist fcrncr mit Vortcil vorgesehen, daB die 
Anzahl der Gruppen von Vertiefungen pro Ringbereich ein 
konstantes Vielfaches der Anzahl der Gruppen von Vertie- 
fungen des jeweils benachbarten im Durchmesser kleineren 
Ringbcrcichs ist. Eine derartige Ausgcstaltung des Substrats 
45 macht es moglich, daB Gruppen von Vertiefungen eines 
Ringbereichs "auf Liicke" zu den Gruppen von Vertiefungen 
des nachstkleineren Ringbereichs angeordnet sind. Hierbei 
konnen dann iiber samtliche Ringbereiche betrachtet Grup- 
pen von Vertiefungen in radialer Erstreckung betrachtet mit- 
50 einander fluchtend angeordnet sein. 

GemaB einer weiteren vorteilhaflen Ausgestaltung der Er- 
findung sind die Bodenwande der Vertiefungen gelocht, 
d. h. poros. Vorzugsweise befinden sich in den Vertiefungen 
(zusatzlich) porose Zwischenboden. Eine derartige Kon- 
55 struktion ist insbesondere fur einen Medienaustausch (Test- 
substanzen konnen durch die porosen Boden diffundieren) 
und bei Untersuchungen an biologischen Material (z. B. 
Zellen) von Vorteil. 

Die regelmaBige Anordnung der Vertiefungen innerhalb 
60 jeder Gruppe von Vertiefungen hat den Vorteil, daB zum An- 
fahren der einzelnen Vertiefungen stets die gleiche Steue- 
rung eingesetzt werden kann. Das Analysengerat, das Mi- 
kroskop, Dispensier- und/oder Pipettiervorrichtungen kon- 
nen also zum Anfahren der in den einzelnen Vertiefungen 
65 befindlichen Probenmengen von Gruppe zu Gruppe stets 
gleich angesteuert werden. Dies vereinfacht die automati- 
sche Steuerung dieser Gerate und Vorrichtungen ganz er- 
heblich. 
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Die Verdampfung von Losungsmitteln kleinsler Proben- 
mengen ist fur analytische Verfahren mitunler problema- 
tisch und kann zu fehlerhaften Konzentralionsbeslinimun- 
gen fuhren. Die gefulllen Vertiefungen des erfindungsgema- 
Ben Probentragers lassen sich jedoch mechanisch nichl ver- 
schlieBen, ohne daB die- Gefahr besleht, daB das VerschluB- 
organ (Deckel oder VerschluBfolie) mit den Probenmengen 
der einzelnen Verliefungen in Kontakt gelangt. Die Folge ist 
eine Verschleppung von Inhallen einzelner Probenmengen 
in benachbarte Verliefungen infolge der Oberflachenspan- 
nungen vomehmlich waBriger Proben. GemaB ciner vorleil- 
haften Weilerbildung der Erfindung wird die Problematik 
der Unterbindung der Verdampfung von Losungsmitteln der 
Probenmengen in den Verliefungen dadurch geldst, daB ein 
scheibenformiges Deckelteil mil abstehendem unilaufenden 
AuBenrand am Unifang zum Uberdecken der zu einer Sei- 
tenflache des Substrats hin offenen Vertiefungen und zum 
Umgreifen des Substrats vorgesehen ist. Der abstehende 
umlaufende AuBenrand des Deckelteils stiitzt sich am Sub- 
strat ab, wodurch der Deckelteil von der Seitenflache des 
Substrats beabstandet ist. Im verschlossenen Zustand hat der 
Deckelteil also keinen physikalischen Kontakt zu den ein- 
zelnen Vertiefungen, wobei der Abstand zwischen Substrat 
und Deckelteil vorzugsweise nicht groBer als zwei Millime- 
ter ist. Durch den Abstand zwischen Substrat und Deckelteil 
bildet sich ein Gasraum mit einem maximalen Volumen im 
ul-Bereich. Das verdampfte Flussigkeitsvolumen zur Satti- 
gung dieses Gasraums ist verschwindend gering, so daB die 
hierdurch erzeugten Ungenauigkeiten, beispielsweise bei 
der Konzentrationsbestimmung der in den Vertiefungen be- 
findlichen Probenmengen, minimal und fur eine Vielzahl 
von analytischen Fragestellungen noch akzeptabel sind. 

Vorzugsweise ist der umlaufende AuBenrand des Deckels 
mit einer Innenschulterflache versehen, iiber die das Deckel- 
teil auf dem Umfangsrand des Substrats aufliegt. Aus Stabi- 
litatsgriinden ist es zweckmaBig, wenn das Deckelteil auch 
einen Innenumfangsrand aufweist, der insbesondere kon- 
zentrisch zum AuBenumfangsrand verlauft und ebenfalls auf 
dem Substrat aufliegt. Hierdurch ist das Deckelteil innen 
und auBcn auf dem Substrat abgestiitzt. 

Um das Deckelteil zur Befullung der Vertiefungen nicht 
vom Substrat abnehmen zu miissen, ist gemaB einer vorteil- 
haften Weiterbildung der Erfindung vorgesehen, daB das 
Deckelteil mindestens cine sich in radialcr Richtung crstrck- 
kende Aussparung aufweist, deren Form gleich der AuBen- 
kontur einer Gruppe oder eines Teils einer Gruppe von Ver- 
tiefungen des Substrats ist. Insbesondere isles moglich, daB 
die Form der Aussparung des Deckelteils derart gewahlt ist, 
daB iiber die Aussparung auf die Vertiefungen mehrerer 
Gruppen zugegriffen werden kann. Durch Drehen des Dek- 
kelteils relaliv zum Subslral kann auf samlliche Vertiefun- 
gen des Substrats zugegriffen werden, wobei gewahrleistet 
ist, daB stets nur eine verhaltnismaBig kleine Anzahl von 
Vertiefungen uber die Aussparung nach oben hin offen, d. h. 
durch das Deckelteil nicht iiberdeckt, sind. Insbesondere ist 
es moglich, daB sich die Aussparung iiber mehrere konzen- 
trische Ringbereiche des Substrats, in denen die einzelnen 
Gruppen von Vertiefungen angeordnet sind, erstreckt. 

Nachfolgend werden anhand der Figuren Ausfuhrungs- 
beispiele der Erfindung naher erlautert. Im einzelnen zeigen: 
Fig. 1 eine Draufsicht auf einen Polycarbonat-Probentra- 
ger mit mehreren iiber zwei konzentrische Ringbereiche 
gleichmaBig verteilten Gruppen von Vertiefungen, 

Fig. 2 eine Draufsicht auf einen Polycarbonat-Probentra- 
ger mit einer gegeniiber dem Ausfuhrungsbeispiel gemaB 
Fig. 1 unterschiedlichen Anordnung der Vertiefungen pro 
Gruppe, 

Fig. 3 eine Unteransicht auf ein Deckelteil zur Aufiage 



auf das Substrat gemaB Fig. 2, 

Fig. 4 einen Vertikalschnitt durch das Deckelteil gemaB 
Fig. 3 und das Substral gemaB Fig. 4, 

Fig. 5 eine Draufsicht auf ein weiteres Ausfiihrungsbei- 
5 spiel eines Polycarbonat-Probenlragers mit in radial sich er- 
streckenden Reihen angeordneten Vertiefungen und 

Fig. 6 eine Unteransicht eines Deckelteils zur Aufiage auf 
dem Probentrager gemaB Fig. 5. 

In Fig. 1 ist in Draufsicht ein Probentrager 10 gemaB ei- 
10 nem ersten Ausfiihrungsbeispiel dargestelll. Der Probentra- 
ger 10 weisl ein scheibenformiges Polycarbonal-Substrat 12 
mit zwei kreisflachenfonnigen Seiten 14 auf, von denen in 
Fig. 1 die Oberseite gezeigt ist. In der Mitte des Probentra- 
gers 10 befindet sich im Substrat 12 eine Durchgangsboh- 
[5 rung 16. 

In die Oberseite 14 des Substrats 12 sind eine Vielzahl 
von Vertiefungen 18 eingebracht, die Bodenwande und Sei- 
tenwande aufweisen und die in der Darstellung gemaB Fig. 
1 nach oben hin offen sind. Die Vertiefungen 18 sind zu ein- 
20 zelnen Gruppen 20 zusammengefaBt, innerhalb derer sie in 
zueinander orthogonalen Reihen 22 und Spalten 24 regel- 
maBig auf einer quadratischen Flache 26 angeordnet sind. 
Im Beispiel gemaB Fig. 1 sind pro Reihe 22 und pro Spalte 
24 zehn Vertiefungen 18 vorgesehen. Die einzelnen Grup- 
25 pen 20 von Vertiefungen 18 sind in Umfangsrichtung 
gleichmaBig verteilt innerhalb zweier konzentrischer Ring- 
bereiche 28, 30 angeordnet. Dabei weist der innere Ringbe- 
reich 28 halb so viele Gruppen 20 von Vertiefungen 18 auf 
wie der AuBenringbereich 30. Im AuBenringbereich 30 sind 

30 die Gruppen 20 von Verliefungen 18 teils in radial flucht.en- 
der Ausrichtung rnit den Gruppen 20 von Vertiefungen 18 
des Innenringbereichs 28 angeordnet; die ubrigen Gruppen 
20 von Vertiefungen 18 des AuBenringbereichs 30 sind zu 
den Vertiefungsgruppen 20 des Innenringbereichs 28 auf 

35 Lucke angeordnet. Samtliche Vertiefungsgruppen 20 sind 
symmetrisch zu einer zu den Reihen .22 parallel verlaufen- 
den Mittellinie 32 angeordnet, wobei die Mittellinien 32 je- 
weils in radialer Richtung verlaufen. 

Ein Probentrager 10' gemaB einem anderen Ausfiihrungs- 

40 beispiel der Erfindung ist in Draufsicht in Fig. 2 gezeigt. So- 
weit die einzelnen Teile des Probentragers 10' denjenigen 
des Gruppentragers 10 der Fig. 1 entsprechen, sind sie mit 
den gleichen Bezugszeichen versehen. 

Wie man anhand cincs Vcrglcichs der Fig. 1 und 2 crken- 

45 nen kann, besteht der Unterschied zwischen den beiden Pro- 
bentragern 10 und 10' darin, daB die Anzahl und Anordnung 
der Verliefungen 18 pro Verliefungsgruppe 20 unterschied- 
lich ist. Die Flachen 26, innerhalb derer die Vertiefungen 18 
einer Gruppe 20 des Probentragers 10 untergebracht sind, 

so sind rechteckig, d. h. nicht quadratisch, wobei die Vertiefun- 
gen 18 auf achl Reihen 22 und zwolf Spalten 24 gleichma- 
Big verteilt angeordnet sind. Im ubrigen ist die Aufteilung 
des Substrats 12 in zwei konzentrische Ringbereiche 28, 30 
und die Anzahl von Vertiefungsgruppen 20 pro Ringbereich 

55 28, 30 bei beiden Probentragem gleich. 

Fig. 3 zeigt eine Unteransicht auf ein Deckelteil 34, das 
einen Scheibenkorper 36 mit einem aufragenden abstehen- 
den AuBenrand 38 und einen konzentrisch zum AuBenrand 
38 angeordneten ebenfalls aufragenden Innenrand 40 auf- 

60 weist. Konzentrisch zum Innenrand 40 ist ein Durchgangs- 
loch 42 vorgesehen, das bei auf dem Substrat 12 des Proben- 
tragers 10' aufliegenden Deckelteil 34 mit dem Mittelloch 
16 des Probentragers 10 fiuchtet (siehe Fig. 4). Der AuBen- 
rand 38 umfaBt das Substrat 12 des Probentragers 10' und 

65 weist auf seiner Innenseite 44 eine Stufe 46 auf, deren Ab- 
stand zum Scheibenkorper 36 gleich der Hohe des Innenran- 
des 40 ist. Uber den Innenrand 40 und die Stufe 46 des Au- 
Benrandes 38 liegt das Deckelteil 34 auf den Probentrager 
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10' auf. 

Das Deckelteil 34 dient zur Uberdeckung der in die Ober- 
seite 14 des Substrats 12 eingebrachten Verliefungen 18, so 
daB der Verdunslung von den in den Verliefungen 18 einge- 
brachten Probenniengen Einhalt geboten ist. Urn bei auf 5 
dem Probentrager 10' aufiiegenden Deckelteil 34 Zugang zu 
den Vertiefungen 18 des Probentragers 10' zu erhaken, sind 
im Scheibenkorper 36 des Deckelteils 34 zwei Aussparun- 
gen 48 ausgebildet, deren Form gleich der Flache 26 einer 
Gruppe 20 von Vertiefungen 18 des Probentragers 10' ist. 10 
Durch Verdrehen von Deckelteil 34 und Probentrager 10' re- 
laliv zueinander kann sonrit auf die Vertiefungen 18 jeder 
Gruppe 20 zugegriffen bzw. diese Vertiefungen 18 freigelegt 
werden, um beispielsweise Probenmengen und/oder Analy- 
senfliissigkeiten und/oder dergleichen in die Vertiefungen 15 
18 einzubringen bzw. aus diesen zu entnehmen. 

Fig. 5 und 6 zeigen ein weiteres Ausfiihrungsbeispiel ei- 
nes Probentragers 10" bzw. eines Deckelteils 34". Soweit die 
Teile des Probentragers 10" und des Deckelteils 34" denjeni- 
gen der Probentrager 10, 10' und des Deckelteils 34 der Fig. 20 
1 bis 4 entsprechen, sind sie mit den gleichen Bezugszei- 
chen versehen. 

Der Unterschied des Probentragers 10" gegenuber den 
Probentragem 10 und 10' besteht in der Anordnung der Ver- 
tiefungen 18 entlang der radial verlaufenden Linien 32, wo- 25 
bei auch fur den Probentrager 10" gill, daB die Anzahl von 
Vertiefungen 18 im AuBenringbereich 30 des Substrats 12 
doppelt so groB ist wie die Anzahl der Vertiefungen 18 im 
Innenringbereich 28. Auf jeder zweiten radial verlaufenden 
Linie 32 sind also lediglich im AuBenringbereich 30 Vertie- 30 
fungen 18 angeordnet, wahrend entlang dieser Linien 32 in- 
nerhalb des Innenringbereichs 28 keinerlei Vertiefungen an- 
geordnet sind. Das Deckelteil 34" zum Abdecken des Pro- 
bentragers 10" weist eine in Radialrichtung verlaufende 
langgestreckte Aussparung 48 auf, deren Erstreckung in ra- 35 
dialer Richtung gleich der Lange der langeren Reihen 22 
von Vertiefungen 18 des Probentragers 10" ist. Der Zugriff 
auf die Vertiefungen 18 des Probentragers 10" erfolgt also 
bei Verwendung des Deckelteils 34" reihenweise, indent 
Probentrager 10" und Deckelteil 34" rclativ zueinander vcr- 40 
dreht werden. 

Auf den hier beschriebenen und in den Figuren gezeigten 
Probentragem 10, 10' und 10" lassen sich eine Vielzahl von 
Vertiefungen 18 auf dem Substrat 12 untcrbringen. Untcr 
der Annahme, daB das Substrat 12 einen AuBendurchmesser 45 
von ca. 12 cm aufweist, lassen sich mit der Anordnung ge- 
maB den Fig. 1 und 2 auf den Probentragem 10' und 10" je- 
weils 2304 Vertiefungen 18 unterbringen, wahrend der Pro- 
bentrager 10 2400 Vertiefungen 18 aufweist. Jede Vertie- 
fung 18 weist dabei eine Kantenlange bzw. einen Durchmes- 50 
ser von etwa 1,3 min auf. 

Vorzugsweise ist die Dicke des Substrats zwischen 0,6 
und 1,2 mm zu wahlen. Es ist bevorzugt, den Abstand zwi- 
schen den Innenseiten der Bodenwande der Vertiefung und 
der Unterseite des Substrats (Boden wands tarke) je nach 55 
Brechungsindex n des verwendeten Substratmaterials aus- 
zuwahlen. Dieser Abstand betragt in bevorzugter Weise bei 
Verwendung von Polycarbonat (n = 1,6) zwischen 120 und 
130 um, bei Verwendung von Polyolefinen oder Glas (n = 
1,52) ca. 170 um und bei Verwendung von Polymethylme- 60 
thacrylat PMMA (n = 1,49) ca. 200 um. Die Bodenwand- 
starke kann auch unabhangig vom verwendeten Substratma- 
terial kleiner als 10 um sein. Dies ist insbesondere beim Ein- 
satz von Standard-Mikroskopobjektiven von Vorteil. 

Insbesondere kann der Probentrager die bekannten Di- 65 
mensionen herkommlicher Compact Discs, Mini CDs o. a. 
aufweisen. So kann das Durchgangsloch 16 insbesondere- ei- 
nen Durchmesser von 1,5 cm aufweisen. Der zwischen dem 
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Durchgangsloch 16 und dem Innenringbereich 28 liegende 
innerste Ringbereich, welcher in geeigneter Weise zur Spei- 
cherung von Probendalen ausgestaltel sein kann, weisl ins- 
besondere einen AuBendurchniesser von 4,5 cm auf. Der 
AuBendurchmesser des Substrats kann insbesondere 12 cm 
betragen. 

Patentanspruche 

1 . Probentrager fur insbesondere mikroskopische Un- 
tersuchungen einer Vielzahl von Proben, vorzugsweise 
fur die Fluoreszenz-Spektroskopie, mit 

einem scheibenformigen Substrat (12) mit zwei 
Seitenftachen (14) und 

- einer Vielzahl von separate Probeaufnahme- 
raume bildenden Vertiefungen (18), die in eine der 
Seitenflachen (14) des Substrats (12) eingebracht 
sind und die jeweils eine Bodenwand sowie Sei- 
tenwande aufweisen und zu der betreffenden Sei- 
tenflache (14) des Substrats (12) hin offen sind, 

- wobei die Anordnung der Vertiefungen (18) 
gleichmaBig ist und 

- wobei das Substrat (12) ein Polymer-Material 
aufweist. 

2. Probentrager nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Vertiefungen (18) symmetrisch zum 
Mitlelpunkt (16) oder einer Durchmesserlinie der Sei- 
tenflache (14) des Substrats (12) angeordnet sind. 

3. Probentrager nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Vertiefungen (18) in Gruppen (20) 7.u- 
sammengefaBt angeordnet sind, wobei die Anordnung 
der Vertiefungen (18) innerhalb jeder Gruppe (20) und 
die Anordnung sarntlicher Gruppen (20) untereinander 
jeweils regeimaBig ist. 

4. Probentrager nach Anspruch 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Vertiefungen (18) jeder Gruppe (20) 
in zueinander orthogonalen Reihen (22) und Spalten 
(24) angeordnet sind. 

5. Probentrager nach Anspruch 3, dadurch gekenn- 
zcichnct, daB die Vertiefungen (18) jeder Gruppe (20) 
nebeneinanderliegend entlang jeweils einer sich radial 
erstreckenden Reihe (Mittellinien 32) angeordnet sind. 

6. Probentrager nach Anspruch 3, dadurch gekenn- 
zcichnct, daB jede Gruppe scktorformig ist, wobei ihrc 
Vertiefungen entlang sich radial erstreckender Radialli- 
nien und entlang sich in Umfangsrichtung erstrecken- 
der Umfangslinien angeordnet sind. 

7. Probentrager nach einem der Anspriiche 3 bis 6, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Gruppen (20) von Ver- 
tiefungen (18) in mehreren zueinander konzentrischen 
Ringbereichen (28, 30) der Seilenflache (14) des Sub- 
strats (12) angeordnet sind, wobei die Ringbereiche 
(28, 30) unterschiedlich groBe Durchmesser aufweisen. 

8. Probentrager nach Anspruch 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Anzahl der Gruppen (20) von Vertie- 
fungen (18) pro Ringbereich (28, 30) ein konstantes 
Vielfaches der Anzahl der Gruppen (20) von Vertiefun- 
gen (18) des jeweils benachbarten und im Durchmesser 
kleineren Ringbereichs (28, 30) ist. 

9. Probentrager nach Anspruch 7 oder 8, sofern auf 
Anspruch 3 oder 4 ruckbezogen, dadurch gekennzeich- 
net, daB samtliche Ringbereiche (28, 30) Gruppen (20) 
von Vertiefungen (18) aufweisen, die in radialer Er- 
streckung betrachtet miteinander fluchten. 

10. Probentrager nach einem der Anspriiche 1 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Bodenwande der Ver- 
tiefungen (18) poros sind. 

11. Probentrager nach einem der Anspriiche 1 bis 10, 
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dadurch gekennzeichnet, daB ein scheibenformiges 
Deckelteil (34; 34") mit einem absiehenden umlaufen- 
den AuBenrand (38) am Unifang zum Uberdccken der 
zu einer Seilenftache (14) des Substrats (12) offenen 
Vertiefungen (18) und zum Unigreifen des Substrats 5 
(12) vorgesehen ist. 

12. Probentrager nach Anspruch 11. dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der umlaufende Rand (38) des Deckel- 
teils (34; 34") eine Innenschulterffache (46) zur Auf- 
lage auf dem Subslrat (12) aufweisl. to 

13. Probentrager nach Anspruch 12, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Deckelteil (34; 34") einen absiehen- 
den uralaufenden Innenrand (40) zur Auflage auf dem 
Substrat (12) aufweist. 

14. Probentrager nach einem der Anspriiche 11 bis 13, 15 
dadurch gekennzeichnet, daB das Deckelteil (34; 34") 
mindestens eine sich in radialer Richtung erstreckende 
Aussparung (48) aufweist, deren Form gleich der Au- 
Benkontur (26) einer Gruppe (20) von Vertiefungen 
(18) oder eines Teils einer Gruppe (20) von Vertiefun- 20 
gen (18) des Substrats (12) ist oder diese bzw. diesen 
umfaBt. 

15. Probentrager nach Anspruch 14, soweit auf einen 
der Anspriiche 7 bis 9 riickbezogen, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Deckelteil (34; 34") mindestens eine 25 
Aussparung (48) aufweist die sich in radialer Richtung 
iiber die konzentrischen Ringbereiche (28, 30) hinweg 
erstreckt. 

16. Probentrager nach Anspruch 15, 14 und 9, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Form der mindestens einen 30 
Aussparung (48) des Deckelteils (34; 34") gleich der 
GesamtauBenkontur der jeweils miteinander radial 
fluchtenden Gruppen (20) von Vertiefungen (18) der 
Ringbereiche (28, 30) des Substrats (12) ist. 

17. Probentrager nach einem der Anspriiche 1 bis 16, 35 
dadurch gekennzeichnet, daB das Substrat (12) Poly- 
carbonat aufweist. 

18. Probentrager nach einem der Anspriiche 1 bis 17, 
dadurch gekennzeichnet, daB das Substrat (12) durch 
SpritzguBtcchnik und/odcr HciBpragcn hcrgcstcllt ist. 40 
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